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* Przedmiotem badan bylo sprawdzenie‘funkcjonalnoéci iparame trdw
pakietu wyjdé dwustanowych M -330 Podezas przeprowadzenia ba-
. dai uzyto zestawu INTEIDIGIT -PT-;: zpakietem mikroprocesorowym
PM~-01 oraz zestawu INTEIDIGIT-PIQM Z pakletem mikroprocesorowym
M-800

2 Dokumenty zZwigzane

)

2Tt Oprogramowanie systemowe urzqdzen mikroprocesorowych INTEIDIGIT-PT
Nr rej.4508 . .
2.2Dokumentacga:mode1u pakietu wyjdciowego dla s&gna&éw_dwuétanowych'
M330 Nrarch. 412§ - | | |

I4

3JMetodyka badan

3+1Skompletowanie stanowiska badai 4 ‘ ' . ’ ‘ v

3.2Badanie‘pérametréw statycbnych wyéécia-
.ééﬁ:awdzenie poXaczen \

‘~sprawdzeﬁie fuﬁkﬁjonalnoéei

'-SPraWdzgnie pgramefréw wyjécié d%armaksymalﬁego'bbciqéenia
-sPradeenie parametréw wyjsScia -,wztémperéfurze 60°C
Badanie parametrdéw dynamicznych wyjsecia
~spravwdzenie ﬁolaczeﬁ ‘ |

-sprawdzenig wspélpracy'pakietu z magistfalq weﬁanrzn% .
kasety i pakietem kbmputera)M-8OO |

-sprawdzenie parametréw dynamicznych wyjscia

4,Przebieg badan

4.4V skxad stanowiska do badan staf&qznych-weho&ziiy‘ .
~zestaw INTELDIGIT-PI z pakietem mikroprocesorowym FM=-01

i pulpitem testujqcym:'\IT-10{ ’ : ‘ .
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~pakiet poéreaniczqcy symﬁlujqby'magiétrale kasety INTELDIGIT
PI-M | | \

~zasilaez .

-oseyloskop | o | : .
-4;2Po poxaczeniu urzadzeri wymienionych w p.4;1.8prawd20ho

P

poprawnosc polqczen .,
4¢3 Przed przystqpieniem-ﬁo badan, pakietu M-330 uruchomlono
.pakiet posrednlczqcy symulugqcy magistrale wewnetrzng kasety
INTELDIGIT~PI~M,Schemat pakietu'poéredniczqcegb podano na
r&s; _';Urﬁch6mienie prieprowadkéno z; pomocy testéw repe-
tycyjnych podanych w zalqcznikq.Nr.1'

Testy slq?q:do_spréwdéenia.operacji:czyfania‘i pisania
'UIuchomieﬁié polega nadostosowaniu wydawanyéh sygnéléw'do‘
standardu.magistrali wewnetrznej kasety INTELDIGIT~PI-M. -

. Regulacaa sProwadza sie do ustawienia poprawnosci sygnatu
STROBE za pompcg potencjometriw P1\i P2 Sposob regulacjl'
ilustrujé rys.t. Potencjometrem Pt reguluje siq_ezas T1
'pqtencjometrem P2 czas T?: S
4.4-Przapfowadzon9 sgréwdzenie funkejonalnoéci pakietu: za
~pomoeg testu repetycyjnego zaxl, Nr2 |

Sprawdzdno”czy stan klawisz& na pulpicie/festujacym
jest-zgodhy‘ze stanem diod.elektrolumingscencyjnych zamonto- .
wanych na pakiecie | o
Wynik pozytywny o .

!'4.5 Przerrowadzono. badanie: napigeia Uyp tranzystora wyjdciowego -

przy maksymalnym pradzie obeigzenial 14e




- alfa wynosn.lo 0.9V Przy tej wa:ntoéci ;pra‘du tranzystor nagrzewal

- Jesk zgodne z norma, SM EMC 2. ma;;a 1980 r. . , )

4 &7 Pz:ze,prowacizonp 'badan_ieuwpl_y_wgu rezystora bazewego na :pracg . -

wyjdcia . . . - - , o

-

“zak Nri3; Wykryto bisd na linii GA W dekoderze,Pé usuniccin biedu

Wynik pozytywnys S o

4

Wynik negatywny

Naplqcie 0 ze wzglqdu na. zastosowanie ukkadu supexr -
_~

L.
sie co- zapown.adako przekroczem.e mocy dopuszczalnej tranzystora ..
£ :

W temperaturze: 60 Co Przyje;‘ho wartosc granicznq prqdu 025A ,co

4,6Pz:zeprowa@zono badanie :Eunkc;;onalnoéci wyjscia W temperaturze: T

\ : . ~.

so°c ala T, ;=0-54" . | ‘~.'

Wynik pozytywnye

§
1

1

R [%om/| 2.0 2.5 5.0 5.2 7.0 68 75 240 510 1200 2200° 3600°

'mGEON V/P.9% 'O.-9§ .1?.‘.07{ '_’,_'1.(4). 10 1.0 1.0 2.4 7.6 12 16 20

Ulpopp/V/0+95 Q.95 1.2 1.3 ’24:-.. 24 z-'43 o4 24 24 zf; 24.,

Na podstawies ,powyzsze;) ts.beli dobrano rezystor bazowy.Przygmujqe '
/zgodnien z normq SM EMC/ U, =60v dobrano R.B-SG kom.Zapewnia o
popTrawng praceg wy;jscia w zakresz.e 24, ..60V,

4.8Przeprowadzono sprawdzenie WSprpracy pakie\*bu z: maglstralac wewnq-

trzng kasety INDELDIGIT-PI-M, ipakietem mikroprocesorowym M8OO

Sprawdzenie. przeprowadzono przy 'pomo&y testu re’pé:%yeyjnego

przeprowadzono powidrme: sprawdzenie
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49 Pr.zeprowadlzono badanie parametrév} d-ynamicznsrch. wyjéeia
kofzystaj‘ecc z testu. repe.t‘yaﬂj;}nego Zax Nr.4Myniki baded w:
postaci w.ykresd.-. czasowego podano na rys.Z. : 1
Gzas narastania -1152713 L
Gzas‘ dpadania | =2218
Maksymalny czas ~25ps
opésnieniz propagacii '




ZaXaeznik Nri

/1000

1100

OUT O¢ H

IN. Q& H!

MOV G,A

IN OB:H -

MOV B,A

IXI H EA 16. H

MOV M,C

INX H
MOV M,B -
JMP 1000 H

\\ -
OUT 6C Hi
IXI.E216 H-

. MOV C,M

INK H
MOV. B,M

MOV A,C

OUT. A H
MOV A,B

OUT 0B H
JMP 1400 H

Pisanie

Czytanie

Komentarz

ustaw rezim pracy TEST
klawisze Alsl= A
A —s C
klawisze NAsB/~=A
4 —s B
adres pakietu— H,I
klawisze. A JEs/~pakiet
BHL .= HI+t
klawisze: ‘Afhen| -«ﬁakiet

et

skocz do poczgtku

ustaw rezim pracy TEST”
ad;cels pakie,_tu.-s—H;,JS
pekiet —s C
HL = H,L +1
pakiet —e B
R S
A — lampki A
‘B —e A
A — -lampki A
'sflkocz:: do poezgtku.

LB

MSB!




Zalacznik:Ni 2
ro.
1000 OUT OF
* IN OAH -
MOV C,&
IN OB H
MOV B,&
- IXI H
MOV M,C
INX H-
MOV M,B
.JMP 1000 H

. ZaXgeznik Nx3

4000° IXI H' 0000 H
SHID EO F2 H
INX H
 IXI B 8001 H
' RST 4
JMP 4003 H

Zatgeznik Nrd

4400 XTI H 0000 H

SHID EO FZ H

. . IXI H FFFF H

. SHID EOF2 H
JMP 4100 H

-7 N

kemer.ltal:z-;
ustaw rezim . test
klawisze A TSB —= A
' AL —o ¢
klawisze AMSB — A
" A — B
adres pakietu — H,L

' klawisze A ISB —» Pakiet M330

HI = H,L 4+

‘Klawisze: AMSB —= Pakiet M-330

-skocz do poczatiu

~

0000 — H,L
- H,I —#,pakiet M=330
HI =  H,L+1 . ~

opézZnienie 0,1 s

0000 — H,TL -

‘OOOO "— pakiet M-330
FFFF —» H.L- -

FFFF — pakiet M=330 -
skok do poczatiku
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5.Badania ukiaddw zabezpieczajacych wyjSeia dwustanowe

przed. przeecigieniem i zwarciem, ,

5.1 Wstep ;Prze;dmioteﬁ badan byzo opracowanié uvktadu zabezpie-

'c:z'aja"e‘ego tranzystor kluczuja,g-y wyjéecie przed zniszezeniem w

" przypadku przecigzenia lul zwarcia wstanies'wla‘czonym

S5e2 :Me.‘bodyka, badan .’

N

-4

, De2ati Skomﬁ.&'bowa.nie stanowiska. badan.

- 542.2' Badanie: éharakteryskyk prédbwmrféﬁegqiowycﬁ w funkeji

~

o'bm:ia‘Zez}ia

_, 52,3 Badanie charakterystyki pradu 'qbcria‘é.e.nia- w funkeji
teinperatuny i

- 5.3 Przebieg badan

5:3:1W sk¥ad stanowiska do 'bada¥ charakterystyk pradowos
o . e .
hapigeiowych wehodziZys: '

—

~zasilacz z amperomierzem
~oscyloskop
~uk¥ady badane * : ‘ o o

5e362 Prze.prowa&z%ono badanie: ukxadu éaprobonow\anego przez -

A0
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MERA~FNEFAL

Schemat ukzadu podano ﬁoniz_er;jt

- K 35;3
Po przebadaniu eharakterystyki pfqdéwo naﬁiqc‘iowe-’jokaza'lo sie

3

ze, ~ukzad pracuje: poprawnié‘: éla rezystanei-ji wielgszyc.h Aod“-. 80 'o'm
i mniezjszyé}i od. 10 om;. p#zy ’cl~zym dla tych. ostatnich uk*ad pozo-
| staje: wyXgczony be'z', wzgledu na stan we jé&ié}])lg rezystancji po-

- . m'ilqd'z—?y» 10-i 80 om uk¥ad wykazujJe niestabilnoéé c:j.e-plhe,&'
Wnioseks Ukzad. nie'moéé inal&zﬁé_ prakt&cznego zastosowania. gdyz .

zabezpiecza wyjécie jedynie przed: zwareiem  \

i

| 5’1,‘-355 Wwynikw ".éz.e.p_egu préb. zbudowano :L przebadano uktad zamiesze
czony na rys 4,Uk%ad ten zawiera mniej e*lementéw;i Gwarantuje -

ponaito prace wyjéeia w peinym zakresie obeigsen, przy. q:'zy.m‘

mogc: wjrd“zielana.’na' elemencie: kluczujgeym nie: przekracza bkreélo-( /
. . . - : / !




. nej wartosdei

e A EGETTaR STV ST RE IR 4 AT ¥ Radtlin n e

\.

S _ 51_ 80 70. 60 50 40 30 go 10 ©
I
- Usg
1.6 280 320 350 180 140 100 _100 80 60
0.5 065 15 15 17,5 22 23 24 24
teT 280 320 240 150 120 100- 80 80 40
- 0.5 0,5 8 15.7 19+ 2% 23 24 24
1.8 280 320 190 130 1400 100 80 60 40
0.5: 0.8 12 18 .20 220 23, .24 24
1,9 280 300 150 120 100 80 60° - S0 .40
0.5 0.5: 15 18 20 23 24 . 24 24
2.0 ' | 280 180 140 100 90 80 60 50 40 -
: 0.5 10 16 17.5 20 23 2% 24 24 -
2.1~ | 280 160 100 100 80 80 - 60 50 40:
0.5 12,5 19 19 220 23 24 24 24
242 200 120 100 80 80 60 50 - 40 40
o 7.5 15 17.522 23 24 24 24 24
23 190 100 100 -80 70 60 45 40 40
8 17 19 21 22 23. ‘24 24 Z4.
24 180.100 80 . 60 50° 50 4%  40. 30
10 19 .23 23 23 23 24 24 24

Charakterystyka pradowo - napigciowa zabezpieczonego wyjsecia
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Jak wynika z charakterystyki pradowo-napigciowe] istnieje

]

zalesnosé pomiedzy I - i mocg wydzielang na elemencie: klu~

czujacym ’ S . -

£y

Wnio‘\sek:Nalez‘y' przebadaé uktad. dla réznych wartodei Ry R f’BD
: . R ’ ,

w celu uzyskanig minimum mocy wydzielanej na elemencié klu-

.

czujaeyms ;
‘W wyniku badan tempe‘ratuicov;ryc:h. w temp.60 C okazaXo gieg konieczne:
zastosowanie termistora zamiast rezystora R a* Po zastosowaniu

termistora wartosdé ’pracdu obcigzenia: II: spada o ok. 30% przy

7

zachowanin sterowalnosci wyjdcia

5+3.4 Wnioski

~-nalezy zbadaé mozliwosé zmniejszenia wydzielane] mocy
/ . g . . -
-nalezy opracowaé metod¢ informowania procesora o przecigzeniu

~

wyjSeia .
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